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ELECTRON BEAM INDUCED EFFECTS IN AMORPHOUS
CHALCOGENIDE GLASS THIN FILMS

PiedloZena habilita¢ni prace ma za cil zdokumentovat védecko-vyzkumnou ¢innost uchazece
v oblasti studia vlivu interakce elektrontl a elektromagnetického zafeni na strukturu a vlastnosti
tenkych vrstev chalkogenidovych skel. Studovand problematika je aktudlni a koresponduje
s celosvétovym trendem. Studium chalkogenidovych skel ma dlouhou historii a intenzivné se
provadi jiz desitky let a vyplynula z n€ho celd fada soudobych nebo potencialnich aplikaci.
Chalkogenidova skla se pouzivaji naptiklad pro vyrobu ¢ocek, difrakénich miiZek, vlnovodi a
dalSich optickych komponent v infracervené oblasti spektra, jako aktivni materidl pro
fotovoltaické panely, membrany pro iontove selektivni elektrody, hostitelské matrice pro ionty
vzécnych zemin v pevnolatkovych laserech, jako zdznamovy materiél pti vyrobé pamétovych
medii a v celé fadé dal$i oblasti. Také samotny postup jejich ptipravy, resp. technologie jejich
vyroby proSly v pribéhu casu nékolika fizemi a neustale se vyviji od tradi¢nich metod,
zaloZenych na taveni a rychlém chlazeni, k metoddm sol-gel vhodnym pro vyrobu tenkych
a struktury téchto skel.

Samotnd habilitacni prace je rozdé€lena do tfi tematickych kapitol &itajicich stran 70 stran
textu v¢etné tivodu a obsahu. Prvni kapitola je zaméfena na studium zmén morfologie povrchu
a povrchového potencidlu tenkych vrstev chalkogenidovych skel po interakci se svazkem
elektronti, pfiemz byla vyuzita mikroskopie atomarnich sil (AFM) resp. Kelvinova
mikroskopie atomarnich sil (KFM), kterd kombinuje metodu AFM s technikou méfeni
elektrického potencidlu a umoznuje ziskat informace o rozloZeni nédboje na povrchu vzorku. Na
zdklad¢ té€chto analyz byl navrZzen mikroskopicky fyzikéalni model, ktery popisuje akumulaci a
disipaci ndboje v tenkych vrstvéach skel systému Ge-As-Se. Druhd kapitola habilita¢niho spisu
je vénovana popisu déju, ke kterym dochdézi pfi elektronovém ozafovani chalkogenidovych skel
bindrnich syst¢émi@i As-Se a Ge-Se na atomarni urovni. K tomuto studiu byly kromé jiz
zminénych metod AFM a KFM vyuzity zejména pokrocilé metody EXAFS (,,rtg absorp¢ni
spektroskopie jemné struktury) a XANES (,,rtg absorp¢ni spektroskopie na blizkém okraji*).
Zéavéreéna tieti kapitola predloZené prace je vénovéna popisu jevil vyvolanych interakei
elektronového svazku a elektromagnetického zafeni s tenkymi vrstvami chalkogenidovych
skel. Mezi tyto jevy, které byly v ramci této Casti prace studovany a popsany, patii napiiklad
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elektrokatalytické déje probihajici na povrchu tenkych vrstev chalkogenidovych skel systému
As-Se, coZ je oblast vyzkumu se zajimavymi aplikacemi naptiklad v optice.

Kazdd z uvedenych kapitol je koncipovana jako souhrn poznatkili, které souvisi se
studovanou tématikou v kontextu sou¢asného stavu poznani v kombinaci s vlastnimi vysledky.
Z toho je patrné, Ze autor pfistupoval k feSeni nastolenych cild s védomim SirSich souvislosti.
Kladné& lze hodnotit skute¢nost, Ze samotny komentat vlastnich vysledkt obsahuje pomérmné
velké mnozZstvi odkazi na pouzitou védeckou literaturu zahrnujici také autorovi vlastni prace.
To &tenaii umoznuje lep$i orientaci v feSenych a diskutovanych tématech. Vlastni publikace,
na které se autor odkazuje, jsou pak uvedeny v piiloze. Tam vSak jejich seznam jiZ uveden neni
a pfiloZené publikace rovnéz nejsou oéislovany. To naopak ¢tenafovu orientaci ve vysledcich
vyrazné zhor3uje.

V ramci oponentského posudku bych rad zdiraznil, Ze soubor praci habilitanta,
piedloZenych v pfiloze a komentovanych v ramci kapitol 1-3, pfedstavuje pouze ¢ast jeho
publikaéni aktivity, kterd dosud zahrnuje 82 praci v impaktovanych mezindrodnich ¢asopisech
dle WoS (66 praci v ¢asopisech Q1 a Q2), jedné monografie, jedné kapitoly v monografii a
celou fadu dalsi praci a pfispévkl na mezinarodnich a doméacich konferencich. Habilitant byl,
resp. aktualné také je feSitelem, spolufesitelem nebo spolupracovnikem celé fady projektl a
podilel se na vytvofeni pfedméti primyslového vlastnictvi. Dosavadni citaéni ohlas pfesahuje
1200 citaci bez autocitaci dle WoS a jeho h-index je 13. Vzniklé publikace jsou v pievazné
vétsiné vysledkem tymové spoluprace na pokroc€ilych experimentech.

Pro samotnou obhajobu prace mam nasledujici dotazy:

Tenké vrstvy skla GesAssSeor diskutované v kapitole 1 byly piipraveny vakuovym
napafovanim matetského skla stejného slozeni na safirovy substrat.

e 7 jakého dtivodu bylo zvoleno pravé toto sloZeni skla a jakd je jeho termicka stabilita,
tj. odolnost vii¢i krystalizaci pfi ohfevu, vyjadiena napiiklad rozdilem teplot Tc-Tg nebo
kritériem podle Hrubého, které bylo pravé pro chalkogenidova skla navrZzeno?

e Do jaké miry se liSilo chemické sloZeni matefského skla a odpovidajici tenké vrstvy
pied a po expozici pouzitym zafenim (elektronovy svazek/laser)?

Interakce elektronového svazku, resp. elektromagnetického zafeni s povrchem skla miize vést
k celé fadé rtiznych topologickych zmén, jak autor uvadi. Ty pak mohou souviset s celou fadou
faktorti, mezi které patii zejména chemické sloZeni nebo napiiklad tloustka deponované skelné
vrstvy na substrat, aj.

e Byl v ramci autorovych studif pozorovan i vliv dlouhodobych strukturnich relaxaci?

o Jak se lisil reliéf ozateného povrchu Gerstvé piipravenych chalkogenidovych skelnych
vrstev od reliéfu povrchu skel exponovanych az po uréité dobé relaxace napf. pfi
teplotach v oblasti skelné transformace?



Z celé fady pfedchozich studii vyplynulo, Ze expozici vhodnym zafenim lze modifikovat celou
fadu vlastnosti chalkogenidovych skel jako napfiklad jejich chemickou odolnost, index lomu
nebo dalsi optické vlastnosti.

e Jsou tyto studie pfedmétem také autorovi prace?

Zavérem lze konstatovat, Ze pfedloZena habilitaéni prace Mgr. Vladimira Komanického,
Ph.D. je komplexnim textem, dokumentuje vysokou uroveti odbornych aktivit autora a jim
publikované vysledky piispivaji k rozvoji oboru. Svym obsahem, formou i zpracovénim
potvrzuje dobré didaktické schopnosti habilitanta. Z vyétu dosavadnich pedagogickych,
védecko-vyzkumnych a dalSich aktivit je patrné, Ze Mgr. Vladimir Komanicky, Ph.D. je
vyspé€lou pedagogickou osobnosti s odpovidajicimi védeckymi tispéchy a méa potencial se dale
rozvijet. Doporucuji proto, aby po Usp&$né obhajobé byl jmenovanému udélen titul ,,docent*
pro obor ,,Fyzika“.
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